ANEXO 1

CARACTERIZACION DE LOS OXIDOS DE HIERRO SINTETIZADOS EN
LABORATORIO

Para comprobar la correcta preparacion de los oxidos de hierro, goethita y akaganeita,
sintetizados en laboratorio se recurre a la técnica de difraccion de rayos X.

Una porcién de cada muestra se ha molido/homogeneizado manualmente haciendo uso de un
mortero de 4gata, y se ha analizado mediante DRX de polvo, en un difractometro PANalytical
Xpert PRO, equipado con tubo de cobre (ACuKamedia=1,5418A, ACuKoal=1,54060 A y
AMCuKo2=1,54439 A), goniémetro vertical (geometria Bragg-Brentano), rendija programable
de divergencia, intercambiador automatico de muestras, monocromador secundario de grafito
y detector PixCel.

Las condiciones de medida han sido 40 KV y 40 mA, con un barrido comprendido entre 5 y
70°2theta.

Para el tratamiento informéatico del difractograma obtenido e identificacion de las fases
presentes se ha empleado el software especifico PANalytical X'pert HighScore, en
combinacion con la base de datos PDF2 del ICDD.

Se presentan a continuacion los difractogramas correspondientes a la goethita (Figura 1) y a la
akaganeita (Figura 2). En el eje de abscisas se representa el angulo 2 theta mientras que en el
de ordenadas se representa la intensidad observada.
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Figura 1. Difractograma correspondiente al analisis de la goethita sintetizada en laboratorio.
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Figura 2. Difractograma correspondiente al andlisis de la akaganeita sintetizada en
laboratorio.

En cada uno de los difractogramas, la base de datos identifica la fase cristalina

correspondiente al éxido sintetizado, por lo que se concluye que la preparacion de ambos ha
sido correcta.



